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préface

l es communications présentées au Ylle Congrés International
de Microscopie ' Electronique qui se tient a Grenoble, sont
publiées selon une formule inaugurée il y a 8 ans déja par nos
colégues américains.

Cette formule présente un double intérét: d'un coté, un intérét
scientifique : en offrant le bilan des connaissances auxquelles la
microscopie électronique a permis d'accéder & un moment donné,
elle permet - et permettra dans l'avenir - de mesurer avec préci-
sion le progrés des recherches en ce domaine ; ce tracé est, pour
nous, a la fois un point d'arrivée et un point de départ; d'un auire
coté, un intérét de commodité matérielle : chaque congressiste
peut, dés son arrivée, se faire une idée des communications qui
porteront sur le champ ou lui-méme travaille, ce qui lui permettra
de suivre plus efficacement les exposés et de participer plus
activement aux discussions.

Mais il ne faut pas se dissimuler que, en contrepartie, cette formule
présente aujourd’hui deux inconvénients : le nombre de communi-
cations (plus de 1 100) est devenu tel qu'il a fallu les répartir en
trois volumes alors que deux suffisaient jusqu'ici Si chacun de
ces volumes pris séparément est plus facile & consulter et a
manipuler, les trois ensemble.constituent une masse qu'il est peu
commode de transporter aux séances du Congrés. Mais la gravitg
de nos travaux s'en trouvera doubiement assuree'

Par ailleurs, cette abondance de matiére nous a contraints a fixer
la date limite d’envoi des manuscrits au 31 mars, faute de quoi nous
n'aurions pas eu le temps de préparer et d'imprimer 2400 pages
de comptes rendus, d'index et de tables. Or, entre la remise des
manuscrits et la présentation des communications, il s’est écoulé
cing longs mois au cours desquels les expériences et les résultats
de chacun auront pu gagner en fécondité ou en précision. Un tel
délai est évidemment regrettable; mais tous nos collégues
comprennent, j'en suis sdr, qu'il y a la un écart inéluctable, que des
exigences humaines aussi bien que techniques nous interdisaient
de procéder autrement. La ponctualité dont ils ont fait preuve pour
nous envoyer leurs textes, aprés les avoir mis au point, témoigne
déja de ieus compréhension.

Plus de 1 100 communications, voila qui prouve que l'intérét pour
fa microscopie électronique est loin de s’'amoindrir. Cet accrois-
sement quantitatif est a lui seul la preuve d'un épanouissement,
auquel maintenant physiciens et biologistes prennent part a égalité.



Cet essor, la microscopie électronique le doit a la realisation
d'appareils nouveaux et a l'adoption de nouvelles techniques :
ainsi en va-t-il pour ies microscopes a trés haute tension, ou pour
I'immunocytochimie ultrastructurale. Elle le doit également a I'élar-
gissement du domaine de ses applications qui, avec les pierres
de lune, s'étend aujourd’hui au cosmos.

Pour constituer ces volumes, nous avons d'abord groupé les
communications selon les thémes des diverses sessions du pro-
gramme scientifique. Nous avons ensuite choisi de rassembler dans
le premier tome les travaux qui peuvent intéresser ici tous les
specialistes, qu'ils soient physiciens ou biologistes, ceux ou sont
etudiées les méthodes et les techniques générales d'observation au
microscope électronique. Dans le second tome se trouvent les
communications concernant les applications physiques et dans le
troisieme, celles qui intéressent la biologie. Les couleurs des
reliures sont aux armes de l'ancienne province du Dauphiné :
or, azur et rouge. Le sigle du Congrés a été frappé sur la
reliure : ce sont les trois roses, embléme traditionnel de la ville de
Grenoble, que relient des orbitales électroniques.

Si, autrefois, ces trois roses représentaient les autorités qui
gouvernaient la province : le dauphin, I'évéque et les échevins,
elles symbolisent, pour les grenoblois d’aujourd’hui, I'université,
I'industrie et le tourisme. Cette association symbolique convient
également a notre Congres.

Cette publication n'aurait pu étre menée & bien sans le dynamisme
et la compétence de notre secrétaire, M"" Marguerite Lotthé qui,
sans compter sa peine, a beaucoup donné d'elle-méme pour
conduire cette entreprise a son terme, efficacement aidée par
M™* Janine Stachurski et Martine Vélasco.

Que M. Pierre Billen, Président-Directeur Général de I'Imprimerie

- C.I.B., soit remercié ici pour I'enthousiasme et le sérieux qu'il a
apportes, ainsi que toute son équipe, a continuer l'ceuvre com-
mencée par son pére, M. Jean Billen, malheureusement décédé
avant que ces livres ne soient publiés. ,

L'ordonnance des communications a été faite par mes collégues
B. Jouffrey, A. Laberrigue, C. Magnan et A. Saulnier pour la
Physique et J. André, C. Berkaloff, W. Bernhard, B. Droz, G. Giraud,
J. Racadot, B. Stevens, J. Taxi, J.-P. Thiéry pour la Biologie.

A tous j'exprime ma reconnaissance pour leur aide généreuse.

Peyrat-la-Noniére, juillet 1970. Pierre FAVARD

-
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